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(57) Abstract: The invention relates to a method for determining at least one mechanical parameter of at least one material of 
a composite system comprising at least two distinct phases. The inventive method consists a) in producing at least one sample 
comprising the first part of the first phase and the second part of the second phase, said first part consisting of a material to be 
characterised, the sample having at least one sufficiently small dimension in order to relieve strains therein; b) in measuring at least 
fs| one deformation parameter of at least said first phase on the sample according to a plurality of points disposed at different distances 
of an interface between said first and second phases and c) in determining at least one mechanical parameter of said second phase 
O on the basis of at least said deformation parameter. 
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(57) Abrege : Llnvention porte sur un precede pour la determination d'au moins un parametre mecanique d'au moins un materiau 
dans un systeme composite comprenant au moins deux phases distinctes, caracterise* en ce qu'il comporte : a la realisation d'au moins 
un echantillon comportant une premiere partie d'une premiere phase et une deuxieme partie d'une deuxieme phase, la deuxieme par- 
tie etant constitute du materiau a caracteriser, l'echantillon ayant au moins une dimension suffisamment faible pour permettre un 
relachement des contraintes dans ledit Echantillon ; b.la mesure, sur ledit Echantillon d'au moins un parametre de deformation d'au 
moins ladite premiere phase, en correspondance d'une plurality de points situes a des distances dirKrentes d'une interface entre les- 
dites premiere et deuxieme phase ; et c.la determination, a partir au moins dudit parametre de deformation, d'au moins un parametre 
mecanique de ladite deuxieme phase. 



